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Seccion de Microscopia. SCSIE
Servicio Central de Apoyo a la Investigacion Experimental

El Servicio Central de Apoyo a la Investigacion Experimental

(SCSIE) de la Universitat de Valéncia es un recurso singular que

integra infraestructuras, laboratorios, equipamiento y personal

altamente cualificado. Su principal objetivo es ofrecer soporte técnico

y asesoramiento cientifico, asi como apoyo docente a toda la

) comunidad universitaria, otros centros publicos de investigacion

Ambito temético Ll Y (OPIs) y empresas privadas. Su mision es proporcionar apoyo a la

8l investigacion, a la transferencia de conocimientos y a la innovacién

E ; en ambitos tan diversos como: gendmica, bioinformatica,
Microscopia confocal % proteémica, RMN, microscopia, etc.

Técnicas instrumentales

Microscopia optica

La Seccion de Microscopia del SCSIE ofrece servicios de analisis
de muestras a través de una serie de técnicas como la microscopia electrénica de barrido y
de barrido ambiental, microanalisis de RX y microscopia confocal. Ademés, dispone de un
area de preparacion de muestras, con experiencia en la preparacion de secciones semifinas
' > y ultrafinas de todo tipo de muestras y materiales. La Seccion se divide en las Unidades de
Ensayos y experimentacion Microscopia Optica y Confocal, Microscopia Electronica y Preparacién de Muestras.

Servicios Cientifico Técnicos

Colaboracion

Asesoramiento y consultoria Servicios

Formacion especializada - Observacion y Analisis de Muestras

Microscopia Electronica de Barrido de alta resolucion.
Microscopia Electronica de Barrido ambiental.
Microscopia Electronica de Transmision y HRTEM.
Microscopia Laser Confocal.

Rastreo de alto contenido(High Content Screening)
Espectrometria de RX de energia dispersada.

Preparacién de Muestras:

- Muestras biolégicas para TEM: fijacién, deshidratacion, inclusion, ultramicrotomia y
contrastado.
Muestras biolégicas a baja temperatura: criofijacion, criosustitucion, inclusiéon a baja
temperatura y crioultramicrotomia.
Ciencia de materiales para TEM: ultrasonic disc cutter, dimple grinder y ion milling.
Semifinos para microscopia Optica: inclusion, microtomia y tinciones.
Para Microscopia Electrénica de barrido: deshidratacion, secado en punto critico con
CO2, fijacién, post-fijacion y recubrimiento, de Au-Pd por sputtering, o carbono por
evaporacion.

- Andélisis de Imagen (IMARIS 7.1.0; MEX 5.1, SCANDIUM 5.0).

Sectores

De interés en multiples areas: Anatomia, Histologia y Embriologia, Virologia, Cirugia,
Genética, Quimica, Bioquimica, Tecnologia de los Alimentos, Botanica, Geologia,
Arqueologia, Bellas Artes, Fisiologia Humana y Animal, Microbiologia, Farmacologia,
Hematologia, Fisica, Radiologia, Patologia, Edafologia Biologia Vegetal, Medicina Forense,
Metalurgia, Sanidad Animal, etc.

Aplicaciones
Microscopia 6pticay confocal:

Estudios de colocalizacion.

Técnicas avanzadas de microscopia de fluorescencia: FRET, FRAP y FLIP.
Seguimiento in vivo de procesos bioldgicos.

Caracterizacion de estructuras tridimensionales por fluorescencia.

Andlisis de viabilidad celular.

Estudios de trafico intracelular de moléculas marcadas.

Caracterizacion Topografica de superficies por reflexion.




Microscopia electrénica de barrido:

Estudios morfologicos para caracterizacion taxonémica en Zoologia y Botanica.
Inmunocitolocalizaciéon de macromoléculas.

Patologias animales y vegetales.

Comprobacion morfolégica de tratamientos terapéuticos experimentales.
Estudios forenses.

Estudio ultraestructural de suspensiones celulares y organulos aislados.
Identificacion y control de materiales minerales y sustancias sintéticas.
Microanalisis de elementos en superficies o en secciones finas.

Estudios de corrosion de metales y aleaciones.

Estructura y ultraestructura de tejidos y 6rganos animales y vegetales normales y patolégicos y de microorganismos.
Biodeterioro de obras de arte.

Estudios y analisis de plasticos, pinturas...

Valoracién del deterioro de materiales.

Caracterizacion de defectos de fabricacion.

Microscopia electrénica de alta resolucién:

Andlisis quimico de nanoparticulas.

Medida de tamafios, angulos y ratios a escalas nanométricas.

Deteccion y cuantificacién de impurezas o elementos minoritarios presentes en materiales puros.
Identificacion de fases cristalinas.

Estudio de defectos micro-estructurales en materiales cristalinos.

Caracterizacion de todo tipo de sélidos: minerales, aleaciones metalicas, vidrio, ceramica, cemento...

Instalaciones y Equipamiento

Microscopia Optica y Confocal

Microscopio Optico con Fluorescencia y Adquisicion Digital de imagenes.
Microscopio multifoton en microscopio vertical motorizado BX61WI.
Microscopio confocal en microscopio invertido motorizado.

Estacion de imagen confocal compacta FV10i (version water y version oil).
Estereomicroscopio con sistema de iluminacién LED.

Equipo de rastreo de alto contenido.

Microscopia electrénica

- Dos Microscopios Electrénicos de Barrido, emisién de campo.
- Dos Microscopios Electrénicos de Barrido.
- Dos Microscopios Electrénicos de Transmision.

Preparacion de Muestras

Criostato.

Sistema de fresado de alta velocidad.
Criosubstituidor.

Sierra de baja velocidad, con disco de diamante.

OTRA INFORMACION DE INTERES

Todos los laboratorios del SCSIE disponen de la Certificacion ISO 9001:2008 (Numero de

certificado ES054238-1), que reconoce que “las actividades de apoyo a la investigacion publica y 150 9001
privada, prestacién de servicios analiticos, cientificos, técnicos y otros, desarrollados por el BUREAU VERITAS
SCSIE” se realizan de acuerdo al Sistema de Gestion de la Calidad que el SCSIE ha implantado Certification
eficazmente y que cumple con los requisitos de dicha Norma.

Contacto

Seccion de Microscopia

Servicio Central de Apoyo a la Investigacion Experimental
Universitat de Valéncia

Dr Moliner, 50 - Edifici de Investigaci6, Lab -1.63

46100 Burjassot — Valencia, Espafia

Tel.: (+34) 96 354 43 86 // 96 354 33 37 (TECNAI G2 F20)
Fax.: (+34) 96 354 34 11

scsie.uv.es/ servicio.microsc.electronica@uv.es
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